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FRT GmbH — Weltweltes Netzwerk

BERT

Entwicklung optischer 3D-Oberflachenmesstechnik: the art of metrology™
» Messung von Topographie, Schichtdicken, Rauheit etc.
» Multi-Sensor Systeme
» Sensorentwicklung im Hause
» Steuer- und Analysesoftware
> Integration und Automation > Distribut 2 Servi itweit
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Das Unternehmen FRT GmbH !RT

the art of metrology™

Relevante Industriezweige

Medical

* Rauheit LED / Semicon /
= Stufenhéhe Micro Electrf)nlcs

= Verschleild -
- Defekterspektlon Sy 1S RT D 5
= Ebenheit !

= Topographie the art of metrology™

= Profile

= Membrane Bow
= Schichtdicke

= eftc. ...

MEMS /
Nano

| the art of metrology™



FRT Kurziibersicht - Oberflachenmesstechnik SEERT

Messaufgaben

Topography, Profile

« flathess

* roughness, waviness
+ step height

« radius of curvature

+ angle

Image Processing

« diameter

- distance

+ recognition of
alignment marks

Wafer Inspection

+TTV
* bow
* warpage

Film Thickness

— « thin film
« thick film
« multi layer
« mapping of
thickness

Multi-Sensor Messtechnik

the art of metrology™
Modularer Aufbau

Modulare Software

the art of metrology™



Das Unternehmen FRT GmbH !RT

PrOd u ktpal ette the art of metrology™

Tischgerate

v

Automotive
Solar

LED / Semicon /

Micro Electronics P

' the art of metrology™



MicroSpy® Serie !RT

. . _ _ = .
Tischgerate als Einsteigermodelle the art of metrology

MicroSpy® Mobile

MicroSpy® Profile

MicroSpy® Topo DT

the art of metrology™



MicroProf® 100 !RT

Bewahrtes Messsystem im kompakten Design! the art of metrology™

Heute auf der 25. testXpo
= schnell und beriihrungslos

= Multi-Sensor Konfiguration

= Auflésung im unteren nm-Bereich
= bis zu 14 kHz Messrate

= 150 mm x 100 mm Verfahrweg

= TTV- Option

= geringer Platzbedarf

MicroProf® 100 (TTV)

the art of metrology™




MicroProf® Serie !RT

Multi-Sensor Systeme flr Produktion und Qualitatssicherung the artof metroloay™

MicroProf® 300
415 mm x 305 mm

MicroProf® 200
250 mm x 200 mm

MicroProf® 100
150 mm x 100 mm

' the art of metrology™



High-End Systeme !RT

Vollautomatisierte Systeme z.B. flir die Halbleiter- Industrie the art of metrology™

e semr

SEMI Compliant
=k TTV Measurement

&‘: 1 4 f
MicroProf® 200 MHU peseas]
I\H/I;Jrllté-lisnensor System mit 7 FRT MFE - Metrology for Frontend
g Vollautomatisiertes System mit
Reinraumklasse 1, SECS/GEM

(Schnittstelle nach SEMI), optional auch
fur sehr dinne Wafer)

MicroProf® 300 TTV MHU

Multi-Sensor System mit beidseitiger
Messmaoglichkeit (Dickenvariation) sowie
Handling fir 300 mm Wafer

' the art of metrology™




FRT Multi-Sensor Technologie !RT

Multi-Sensor Systeme fur universelle Messlosungen the art of metrology™

FRT bietet eine 4-fache Kombinationsmdglichkeit der Sensortypen:

Punktsensoren Flachensensoren

® Chromatische Aberration ® Konfokalmikroskop
B Konfokal B \WeiRlichtinterferometer

Cree—
-y

-~ Z %
- B
Konfiguration mit einem 7 4 N
oder mehreren Sensoren .
~
e - b8 -
Rasterkraftmikroskop Schichtdickensensoren
E Contact m [nterferometrie

B Reflektometrie
B |nfrarot (IR), NIR, UV-VIS

B Non-Contact

' the art of metrology™



FR I CWL Statistics of roughness data (Lo = 0.800 mm, Ls = 0.000 pm): !R
Ra: 0.266 pm " — ; - . J
Ry : 0.330 pm
H H N Rz (I50): 2.032

Chromatischer Weil3licht Sensor RO rmim the art of metrology™
Rp: 1.215 m o MW# b Ll !” |
R : 1.126 pm i i
Rt: 2.344 pm § oo I
Rsk: -0.070 s’ M w
Rlu : 2.793 — 1 11 . |
RPc: 52.500 ~eom Ul I I
Rk : 0.661 pm .
Ryt 0263 m o - Rauheiten ,
Rk : 0.289 aij _." 1 i K
5 55150 oo Welligkeiten
i 0.014 pme-pmz
Rmr (o) : 0.100 % (with ¢ = 0.250 pm)

i Br 841

Stufenhc‘jhen-

= optisches Verfahren
= schnell und berthrungslos

= Aufldsung im unteren nm-Bereich

= bis zu 14 kHz Messrate

= z.B. LED Lichtquelle

= Inline- Anwendungen losbar ) A o

Intensitat tber Wellenlangen

. o A

400nm 540nm 680 nm 400nm 540nm 680 nm
blue green red blue green red

*Chromatic White Light

the art of metrology™



FRT FTR

BERT

Interferometrischer Punktsensor/ Dinnschichtsensor flir F&E the art of metrology™

FRTFTR

Einfallender Interferenz
Lichtstrahi

Reflekierter (
Teilstrahl 1 ~J

Reflektierter
Teilstrahl 2

Transparente Schicht Schichidicke
Subsliral oder Lufl

= Multilayer Schichtsysteme sind messbar

= eigene Entwicklung der FRT GmbH

= Datenbank mit vielen hinterlegten Materialkennwerten
= weitere Schichtmodelle kbnnen hinzugefligt werden

. Dickenbereich Dickenbereich FFT-
Spektralbereich .
Regressionsanalyse Analyse
320 nm — 1000 nm 0,02-20 um 0,13 -130 um
900 nm —1700 nm 0,08 —20 um 0,9-230 pm
790 nm — 920 nm 0,1-20 pm 2,8—-1425 um

the art of metrology™



FRT Flachensensoren !RT

FRT Topo DT — CFM + WLI FL theartof metrology™

FRT CFM DT Sensor:; ERT

= “Dual technology” Sensor kombiniert das
Konfokalmikroskop (CFM) mit dem
Weililichtinterferometer (WLI)

= Nanometer (CFM) und Sub-Nanometer vertikale
Auflésung (WLI)

= Sub-pum laterale Auflésung
= schnelle 3D Messungen in wenigen Sekunden

= Highlight: optionales AFM

FRT CFM DT

the art of metrology™



FRT Multi-Sensor Technologie !RT

Multi-Sensor Systeme flr universelle Messlosungen the art of metrology™

Multi-Sensor
Konfigurationsbeispiele

the art of metrology™




Anwendungen und Automatisierung

Rauheit, Topographie und Darstellung the art of metrology™

Info
Recipe: Step Heigh
Start 03.11.2003 15:07.24
End: 09.11.2009 15:07.55
Jzer: Administrator

Fail / Pass:
Profiles

Prafile | Die | Step heightfum] | Step width[um] | Height tezt rezult | Width test result |
1 21 3432 B2 557 0K 0K
2 2.1 3432 E0Z 557 0K 0K
1 1.2 3852 BE1611 0K 0K
2 1.2 3852 951,611 0K 0K
1 3.2 351 596,349 QK QK
2 3.2 318 596,949 0K 0K
1 23 35 596,343 0K 0K,
2 2.3 1A 596,949 Ok 0K

Profile 1(2.1]
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Anwendungen und Automatisierung !RT

Messungen oben und unten am Wafer (TTV) the art of metrology™
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Anwendungen und Automatisierung !RT

FRT Acquire Automation XT Software the art of metrology™

@i Acquire Automation XT | Workatation |
.RT "
thw art af metrmlog ™
Ergotimnisin Berichts | DatarrLog ]
Messialen bailagen < 125 Max Spahenanzshl

Lot ID: 20130001 Recipe: Stufenboche .R T
Start: 24072013 130647 End: 24.07.2013 13:06:52 the art af metralogy™
Resulrs
i
] 15,599 um 121,633 um
T 54 15,599 um 121,633 um
o= 5.7 15,599 um 1121,633 um
57 15,559 um 112,633 um
Task: C und Ei AL T he;0722013_130647Waferl 34 | Wafer: Waferl | Die: 3:4
Automatische Stufenhiihe: Profillinge: 6,00mm; Bareich(z): 0.00um-46,67um; Punkte: 200
- 1 'l T -~ ¥
{ = 5
ped | . ]
#* | ,.-“f ™
) 1 v \
E { /
% I \
LA N
= /] .
o-h.? . 12 Eal ?:" ar L] ‘3 a8 8 84 LR}
Task: C cute und Einstellungen Al Users D he;072 2013_130647 Waerl 8:1 T Wafer: Waferl | Die: §:1
A he Stufenhiihe: Prafillange: 6,00mm; Bersich(z): 0,00um-46,67um; Punkte: 200
a5 — i T - = T i . = = |
Frozess System | FRerepte | - Einztallungen | Alarn | Hilfe | ]

= Layout Wizard

= Definieren von Strukturen im Messrezept
= Definieren der Sensoreinstellungen

= |Import und Export von Daten

' the art of metrology™



Anwendungen und Automatisierung !RT
Thermoeinheit & FRT Acquire Automation XT Software

the art of metrology™
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Vollautomatische und manuelle Messungen bei verschiedenen Temperaturen
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MicroProf® Topographiemessungen !RT

the art of metrology™

Anwendung mit Thermokurve :
70,0

biansace [ne

Flatness [um]

200 - -

10,0 | -
<

0,0
25 50 /5 100 125 150 175 200 225 250 265

Temperature [°C]
Ebenheitsmessung und Topographieanalyse auf Siliziumchip

the art of metrology™




Automotive !RT

the art of metrology™

= |nterior

= Armaturenbrett (Kunstleder)
Struktur
Restdicke

= Technische Maserung
Struktur
Restdicke

= Anzeigeninstrumente
Rauheit

= Schalter/ Knopf
Rauheit
= Exterior

= Targriff
Stufenh6he
Rauheit

= Lackierung
Schichtdicke

/rmin = 100 \S\o

' the art of metrology™



Automotive

BERT

the art of metrology™

= Motoren

= Zylinder
Rauheit
scharfe Kanten
Abnutzung

= |njektor
Ventile
Ebenheit
Koplanaritat

= Turbolader
Ebenheit
Rauheit

= Kurbelwelle
Rauheit
Konvexitat, Radius

= Batterien

= Folien
Rauheit

0.5

Frequency [%]

-0.8

|A§
:

§
:

the art of metrology™



Automotive !RT

the art of metrology™

= Bremsen

= Bremsbelage
Ebenheit
Rauheit

= Bremsscheiben
Ebenheit
Rauheit

= Zylinderkopfdichtung
Dicke
Hohe
Breite
Winkel

o0 2%

the art of metrology™



FRT optische 3D-Metrologiesysteme !RT

the art of metrology™

= Komplettlbsung von FRT
Sensor — System — Mess- und Analysesoftware — Support

= Multi-Sensor Technologie
FRT Sensoren (eigene Sensorentwicklung)

= MicroProf® Serie
Kombination von mehreren Sensoren
Manuelle, halbautomatische bis voll automatisierte Metrologielésung

Messungen unter thermischer Belastung

= Hauseigene Software fur Datenaufnahme, -kontrolle, -bewertung und -abbildung

the art of metrology™



Referenzen der FRT GmbH (Auszug) !RT

Mehr a|S 600 SySteme |m Markt the art of metrology™
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Danke fiur Ihre Aufmerksamkeit! !RT

Headquarters

FRT GmbH

Friedrich-Ebert-Strafl3e 75

51429 Bergisch Gladbach, Germany
Tel.: +49 (0) 2204 - 84 2430

Fax: +49 (0) 2204 - 84 2431
Internet

www.frt-gmbh.com

E-Mail

info@frt-gmbh.com

FRT Shanghai Co., Ltd.
Room A18, 3rd Floor,
No0.475 Fute No. 1 Rd. (W.)
Waigaogiao Free Trade Zone,
Shanghai, China 200131
Tel +86-21-3876-0907

Fax +86-21-3876-0917
Internet

www.frt-china.cn

E-Mail

info@frt-china.cn

the art of metrology™

FRT of America, LLC

1101 South Winchester Blvd.,
Suite L-240

San Jose, CA 95128, USA
Tel. +1 408-261-2632

Fax +1 408-261-1173
Internet
www.frtofamerica.com

E-Mail
info@frtofamerica.com

FRT Taiwan

2F.-1, No.47, Ln. 223, Sec. 4,
Zhongxiao E. Rd.,

Da-an Dist., Taipei City 106,
Taiwan, Republic Of China
Tel. +886 (0)2 8772 5546
Fax +886 (0)2 8772 5546
Internet

www.frt-china.cn

E-Mail

info@frt-china.cn

the art of metrology™



